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Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-00
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

MK-Kalibrierlabor GmbH
MadridstraBe 2, 97424 Schweinfurt

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieRlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese in den Anlagen der
nachfolgend aufgefiihrten Teil-Akkreditierungsurkunden ausdriicklich bestatigt werden.

D-K-18366-01-01
D-K-18366-01-02

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Akkreditierungsurkunde und gibt den Stand zum
Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und liberwachten Akkreditierung ist der
Datenbank akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

MK-Kalibrierlabor GmbH
MadridstraBe 2, 97424 Schweinfurt

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erfiillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Kalibrierungen in den Bereichen:

Dimensionelle MessgréBen
Lange

Lingenmessmittel
Durchmesser
Formabweichung
Gewinde
Lingenmessgerite ?

Koordinatenmesstechnik

Anwendung Koordinatenmessgerate

Elektrische MessgrofRen
Gleichstrom und Niederfrequenz

Gleichspannung ?
Wechselspannung ?
Gleichstromstirke ?
Wechselstromstirke ?
Gleichstromwiderstand ?

3 auch als Vor-Ort-Kalibrierung

(

DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Fir die mit * gekennzeichneten MessgroRen/Kalibriergegenstinde ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgeftihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfigt tiber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Lange
Messschieber fiir AuRen-, Omm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30 um +30-10° -/ [ = gemessene Lange
Innen- und TiefenmaRe * |5 300 mm  bis 1000 mm | Blatt 9:1:2006 50 um +30 - 10% - /
Tiefenmessschieber * Omm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30um +30-106-/
>300mm bis 1000 mm | Blatt 9.2:2006 50 um + 30 - 10 - /
Hohenmessschieber * Omm bis 1000 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 30um +30-106-/
Blatt 9.3:2006
Bligelmessschrauben * Omm bis 725 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-] 725 mm / 1500 mm =
>725mm bis 1500 mm | Blatt 10.1:2001 S5pum+10-10°-/ Endwert d.es
Messbereichs
Blgelmessschrauben mit 0Omm bis 725 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-] 725 mm = Endwert des
auswechselbaren Blatt 10.2:2010 Messbereichs
Messeinsdtzen *
Bligelmessschrauben mit 3mm bis 130 mm | AA_005:2023-01 5um+8-10°%-/ 130 mm = Endwert des
Messschnabeln fur Messbereichs
Innenmessungen
EinstellmaRe fur 25mm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 2um+10-10¢-] [ = gemessene Linge
Bligelmessschrauben >300mm bis 1500 mm | Blatt 4.4:2009 3um+10- 105/
Feinzeigermess- 0mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/
schrauben * Blatt 10.3:2002
Tiefenmessschrauben * Omm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°%-]
Blatt 10.5:2010
Innenmessschrauben 25 mm bis 300 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%-d d = gemessener
9. _ ii * .
mit 2-Punkt-Berthrung * | 545 - pis 1500 mm | Batt 10.7:2010 5um+10-10°- d Durchmesser
Innenmessschrauben 3mm bis 130 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10%-d
mit 3-Linien-Berthrung * Blatt 10.8:2002
Messuhren bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10%-] [ = gemessene Linge
mit Skalenanzeige * Blatt 11.1:2021
Feinzeiger * bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,1um
Blatt 11.2:2002
FUhlhebelmessgerate * bis 1,6 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,2 um
Blatt 11.3:2002
Messuhren bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ/DKD 2618 3um+10-10°-/
mit Ziffernanzeige * Blatt 11.4:2020
Hebelmessgerate bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 10 um Messtiefe: bis 50 mm
(Scrf;nelltaster) far . Blatt 12.1:2005 15 um Messtiefe:
AuBenmessungen > 50 mm bis 100 mm
Hebelmessgerate 2,5mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 10 um Messtiefe: bis 50 mm
(Schnelltaster) fiir Blatt 13.1:2005 oo
15 um Messtiefe:

Innenmessungen *

> 50 mm bis 100 mm

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

14.07.2023

Ausstellungsdatum: 14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Innenmessgerate mit bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8 um Anwendungsbereich:
2-Punkt-Beriihrung * Blatt 13.2:2005, Bild 1 mit Messspitzen:
d=1,75 mm bis 25 mm
bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8 um Anwendungsbereich:
Blatt 13.2:2005, Bild 2 bis d =300 mm
bis 3mm 1,2 um Anwendungsbereich:
d >300 mm bis 600 mm
bis 3 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 0,8 um Anwendungsbereich:
Blatt 13.2:2005, Bild 3 bis d =100 mm
Feinzeigerrachenlehren 0Omm bis 200 mm | AA_038:2023-01 0,5um+5-10¢-/ [ = gemessene Lange
Induktive Messtaster bis 10 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 Blatt 0,8 um
mit Anzeigegerat * 14.1:2010
Elektronische
Taster mit Anzeigegerat bis 100 mm | AA_048:2021-04 0,67 um+7,8-106-1
ohne Anzeigegerat bis 100 mm | AA_054:2021-12 0,6 um+7-10°-/ mit digitaler
SignalUbertragung
Flachlehren 0,05 mm bis 50 mm | AA_052:2020-03 0,5um+0,5-10¢-/
Fihlerlehren 0,01 mm bis 5mm | AA_025:2023-01 1,0 um
Einbaumessschrauben * 0mm bis 100 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 3um+10-10°-/
Blatt 10.4:2008
Zylindrische Normale VDI/VDE/DGQ 2618 d = gemessener
Einstell-, Lehrringe * Blatt 4.1:2006, Durchmesser
Durchmesser 3mm bis 250 mm | Option 3 und 4 0,8um+2-10°-d
Einstell-, Lehrdorne VDI/VDE/DGQ 2618
Durchmesser 1mm bis 250 mm | Blatt 4.1:2006, 0,8um+2-10°-d
Option 3 und 4
Innenzylinder, Dorne und VDI/VDE/DGQ 2618 0,3um+1-102- RONt | RONt = Rundheitsab-
AuBenzylinder * Blatt 4.1:2006, weichung
Rundheitsabweichung bis 30 um | Option 1 und 2 Durchmesser:
3 mm bis 250 mm
Geradheitsabweichung bis 30 um 0,5 um Axiale Lange:
der Mantellinie bis 30 mm
Parallelitatsabweichung bis 30 um | VDI/VDE/DGQ 2618 0,5 um Axiale Lange:
der Mantellinie Blatt 4.1:2006, Option 1 bis 30 mm
Prufstifte, VDI/VDE/DGQ 2618 d = gemessener
Gewindeprifstifte * 0,1 mm bis 20 mm | Blatt 4.2:2007 0,8um+2-10°-d Durchmesser
Durchmesser
Kegelnormale und 6 mm bis 200 mm | VDI/VDE/DGQ 2618
Kegellehren * Blatt 4.12:2007,
Durchmesser in den Option 2

Bezugsebenen

Kegelwinkel

1,7um+2-10%-d

d = gemessener
Durchmesser

(02-m/0“

[ = axiale gemessene
Langein m

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit *

Bemerkungen

Gewindelehren *

(ein- und mehrgangige
zylindrische und
kegelige AulRen-
gewinde mit gerad-
linigen Flanken und
symmetrischem Profil;

AuBRengewinde
Einfacher
Flankendurchmesser

Nenndurchmesser
1mm bis 200 mm

Nennsteigung

VDI/VDE/DGQ 2618
Blatt 4.8:2006,
Option 1
Dreidrahtmethode
senkrecht zur

3um+10-10%-d

d = gemessener
Flankendurchmesser

0,2 mm bis 6,0 mm
Gewindeachse
AuRengewinde Nenndurchmesser VDI/VDE/DGQ 2618
Flankendurchmesser 1mm bis 200 mm Blat.t 4'8:2906’ . 3 um
Option 1 bis Option 5
AuBendurchmesser Scanningverfahren 2 um
Kerndurchmesser bzw. 5um
Einstichdurchmesser
Steigung bzw. Teilung 0,5mm bis 8 mm 1,5 um
Gewindeprofilwinkel a >27° (3+1mm/Ir), jedoch | [r=Flankenldnge
nicht kleiner als 6°
Innengewinde Nenndurchmesser VDI/VDE/DGQ 2618
Flankendurchmesser 3mm bis 200 mm BIat.t 4'9:2906’ . 3 um
Option 1 bis Option 5
AuBendurchmesser bzw. Scanningverfahren 5um
Einstichdurchmesser
Kerndurchmesser 2 um
Steigung bzw. Teilung 0,5mm bis 8 mm 1,5um
Gewindeprofilwinkel a >27° (3+1mm/Ir), jedoch
nicht kleiner als 6°
Kugel AA_039:2022-10 0,4um+5-10°-d d = gemessener
Durchmesser 0,2 mm bis 100 mm | Scanningverfahren Durchmesser
Vertikale Omm bis 610 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,7um+3-10%-/ [ = gemessene Linge
Langenmessgerate * Blatt 16.1:2009
Geradheits- und bis 30 um | Bis 500 mm 1,9um+3-10%-/, I,=Fihrungslange

Rechtwinkligkeits-
abweichung

Fuhrungslange

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

14.07.2023

Ausstellungsdatum: 14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

MessgroRe /
Kalibriergegenstand

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

Messbereich /
Messspanne

Messbedingungen /
Verfahren

Erweiterte
Messunsicherheit *

Bemerkungen

Koordinatenmesstechnik
Prismatische, kegel- und
kugelférmige
Werkstticke

Koordinatenmessgerat mit
einem kalibrierten Mess-
volumen von:

X=900 mm

Y =1150 mm

Z =800 mm

AA-044:2021-08

Taktile Messung in Form
von Einzelpunkt-
antastungen mit einem
Koordinatenmessgerat
und Bestimmung von
Regelgeometrien, die
durch geometrische
Parameter bestimmt sind
(Einzelpunkte, Geraden,
Ebenen, Kreise, Kugeln,
Zylinder, Tori), mit der
Auswerte-software des
KMGs.

Einzelpunktantastungen
als ,selbstzentrierende
Antastungen” werden im
Rahmen der
Akkreditierung nicht
verwendet.
Far die Sicherstellung der
Ruckfuhrbarkeit wird die
Kalibrierung eines
vergleichbaren Normals
durchgefiihrt.
Daruber hinaus sind
folgende Einschran-
kungen zu beachten:
Messpunkte missen
gleichmaRig tGber
Formelemente verteilt
werden kénnen;
Abdeckung von min-
destens 50 % der
Oberflache von
Formelementen;
Auswertung mittlerer
Formelemente

Die Messunsicherheit
wird ermittelt durch eine
Messunsicherheitsbilanz
auf Basis der Richtlinie
VDI/VDE 2617

Blatt 11:2011. Sie ist
aufgabenspezifisch und
wird flr eine
Uberdeckungs-
wahrscheinlichkeit von
95 % angegeben (Erwei-
terungsfaktor k = 2)
Beispielhafte Messun-
sicherheit fir eine
Messaufgabe:
ParallelendmaR mit
Nennmal} von 1000 mm,
verwendet wurde ein
seitlich auskragender
Taster mit einer Lange
von 150 mm, ermittelt
wurde die erweitere
Messunsicherheit des
Prifmerkmals ,,Abstand“:

U=3,9um

Die ermittelte Messun-
sicherheit kann sich von
der beispielhaft ange-
gebenen Unsicherheit
deutlich unterscheiden.

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

14.07.2023

Ausstellungsdatum: 14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichstrom und
Niederfrequenz
Gleichspannung 10 mV bis 100 mV 15-10%-U+0,5 uv U = Messwert
Quellen >100 mV bis 1V 10-10%-U+0,5 pv mit Agilent 3458A
>1V bis 10V 11-10%-U
>10V bis 100V 17-10%.-U
>100V bis 1kv 28-106-U
Gleichspannung 22mV bis 220 mV 15-106- U+1,5uv U = Messwert
Messgerate >220mV bis 2,2V 15-10%-U+0,5 uv mit Fluke 5700A
>2,2V bis 1V 12-10%-U
>11V bis 22V 11-10%.-U
>22V bis 1100V 15-10%.-U
33mV bis  330mv 70-106-U+5pVv U = Messwert
>330mV bis 3,3V 60-106- U+ 7 Vv mit Fluke 5502A
>3,3V bis 33V 60-106- U+ 60 pVv
>33V his 330V 65-106- U+0,6 mV
>330V bis 1020V 65-10¢- U+1,8mV
Gleichstromstarke 10 pA  bis 100 pA 10-106-7+15nA I = Messwert
Quellen >100 pA  bis 1mA 25-106-7+15nA mit Agilent 3458A
>1mA bis 10 mA 25-106-7+0,15 puA
>10mA bis 100 mA 40-10%-1+1,3 pA
>100 mA bis 1A 0,13-103-[+17 pA
Gleichstromstarke 22 pA  bis 220 pA 0,8-103-71 I = Messwert
Messgerate >220 uA bis 220 mA 0,2-103-] mit Fluke 5700A
>220 mA bis 2,2A 0,5-103-1
>2,2A bis 20A 0,3-103-7+1,5mA mit Fluke 5220A
33 uA  bis 330 uA 0,16 -103-7+30nA I = Messwert
>330 pA  bis 3,3mA 0,12-103-7+70nA mit Fluke 5502A
>3,3mA bis 33mA 0,12-103-7+0,3 pA
>33 mA bis 330 mA 0,12-103-I+3 pA
>330mA bis 3A 0,45-103-71+50 pA
>3A bis 11A 0,70-103-7+0,59 mA
>11A bis 20,5A 1,2-103-7+0,87 mA
Gleichstromwiderstand 1Q bis 10Q 20-10%-R+65uQ R = Messwert
Widerstande / Quellen >10Q bis 100 Q 15-10%- R + 0,65 mQ | mit Agilent 3458A
>100Q bis 1kQ 12-10%-R+1,5mQ
>1kQ bis 10 kQ 12-10%-R+15mQ
>10kQ bis 100 kQ 12-10%-R+0,15Q
> 100 kQ bis 1MQ 18-10%-R+3Q
>1MQ bis 10 MQ 60-10%-R+0,12 kQ
>10MQ bis 100 MQ 0,7-103-R
>100 MQ bis 1GQ 6-103 R
Gleichstromwiderstand 10,190 Festwerte 0,15-103-R R = Messwert
Messgerate 100,190, 100 Q 50-10%-R mit Fluke 5700A
190 Q, 1kQ, 1,9 kQ 50-10%-R
10 kQ, 19 kQ, 100 kQ 50-10%-R
190 kQ, 1 MQ, 1,9 MQ 50-10%-R
10 MQ, 19 MQ 0,5-103-R
100 MQ 1-103-R

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 14.07.2023

Ausstellungsdatum: 14.07.2023 Seite 7 von 15



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichstromwiderstand 1Q bis 11 Q | Festwerte 0,12-103-R+1,7mQ | R =Messwert
Messgerate 11Q bis 330 0,14-103-R+2,0mQ | mit Fluke 5502A
33Q bis 110Q 0,11-103-R+1,8mQ
110Q bis 3300 0,11-103-R+2,4mQ
330Q bis 1,1kQ 0,12-103 R
1,1kQ bis 33 kQ 0,11-103-R
33kQ bis 110 kQ 0,13-103-R
110kQ bis 330 kQ 0,14-103-R
330kQ bis 1,1 MQ 0,18-103 R
1,1 MQ bis 3,3 MQ 0,19-103 R
3,3MQ bis 11 MQ 0,7-103-R
11 MQ bis 33 MQ 1,3-103-R
33MQ bis 110 MQ 58-103-R
110 MQ bis 330 MQ 6,9-103 R
330 MQ  bis 1,1GQ 18-103-R
Wechselspannung 10 mV  bis 100 mV 10Hz bis 40 Hz 85-10%-U+7,5uv U = Messwert
Quellen >40Hz bis 1 kHz 80-10%-U+6uv mit Agilent 3458A
>1kHz bis 20kHz | 0,15-103-U+6 Vv
>20kHz bis 50kHz | 0,30-103- U+ 10 uv
>50kHz bis 100kHz| 0,77 -103- U + 24 uv
>100 mV bis 1V 10 Hz bis 40 Hz 96 -10°- U+ 47 pv
>40Hz bis 1 kHz 95-10°- U+25uV
>1kHz bis 20kHz | 0,17 -103- U+ 25 Vv
>20kHz bis 50kHz | 0,35-103- U +29 uv
>50kHz bis 100kHz| 0,92-103-U+39 uv
>1V bis 0V 10 Hz bis 40 Hz 96-10%- U+0,47 mV
>40Hz bis 1 kHz 94-10%- U+0,25 mV
>1kHz bis 20kHz | 0,17-103-U+0,25 mV
>20kHz bis 50kHz | 0,36-103-U+0,27 mV
>50kHz bis 100kHz| 0,93-103-U+0,28 mV
>10V bis 100V 10 Hz bis 40Hz | 0,25-103-U+4,7mV
>40Hz bis 1kHz| 0,24-103-U+2,5mV
>1kHz bis 20kHz | 0,24-103-U+2,5mV
>20kHz bis 50kHz| 0,41-103-U+2,9mV
>50kHz bis 100 kHz 1,4-103-U+3,5mV
>100V bis 700V 40 Hz bis 1kHz| 0,49-103-U+24mV
>1kHz bis 20kHz | 0,72-103-U+24 mV
>20kHz bis 50 kHz 1,4-103-U+25mV

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

14.07.2023
14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselspannung 100 mV  bis 220 mV 40 Hz bis 20kHz| 0,5-103-U U = Messwert
Messgerate >20kHz bis 50kHz| 0,7-103-U mit Fluke 5700A
>50kHz bis 100 kHz 1,5-103-U
>220mV bis 2,2V 40 Hz bis 20kHz| 0,2-103-U
>20kHz bis 50 kHz 0,3-103-U
>50kHz bis 100 kHz 0,8-103-U
>2,2V bis 22V 40 Hz bis 20kHz| 0,2-103-U
>20kHz bis 50 kHz 0,3-103-U
>50kHz bis 100kHz| 0,6-103-U
>22V bis 220V 40 Hz bis 20kHz| 0,3-103-U
>20kHz bis 50 kHz 0,6-103-U
>50kHz bis 100kHz| 1,5-103-U
>220V bis 1100V 50 Hz bis 1kHz| 0,5-103-U
33mV bis 330 mV 45 Hz bis 10kHz | 0,35-103-U+25uVv U = Messwert
>10kHz bis 20 kHz 0,8:-103-U+29 v mit Fluke 5502A
>20kHz bis 50 kHz 1,1-103-U+70 uv
>330mV bis 3,3V 45 Hz bis 10kHz | 0,35-103- U+ 70 uv
>10kHz bis 20kHz | 0,81-103-U+75uV
>20kHz bis 50 kHz 1,2-103-U+85uv
>3,3V bis 33V 45 Hz bis 10kHz | 0,35-103-U+0,7 mV
>10kHz bis 20kHz| 0,81-103-U+0,7mV
>20kHz bis 50kHz| 1,2-103-U+0,7 mV
>33V bis 330V 45 Hz bis 1kHz| 0,58-103-U+3,5mV
1kHz bis 10kHz | 0,92-103- U+ 11 mV
>10kHz bis 20kHz| 1,1-103%-U+11mV
>20kHz bis 50kHz| 1,4-103-U+12mV
>330V bis 1020V 45 Hz bis 1kHz| 0,65-103-U
>1kHz bis 5 kHz 1-103-U
>5kHz bis 10kHz | 1,1-103-U
Wechselstromstarke 1 mA bis 10 mA 20 Hz bis 45 Hz 2-103-7+2,5puA I = Messwert
Quellen >45Hz bis 100 Hz 0,7-103-1+2,5uA mit Agilent 3458A
>100 Hz bis 5 kHz 0,4-103-1+2,5uA
>10 mA bis 100 mA 20 Hz bis 45 Hz 1,8-103-7+25pA
>45Hz bis 100 Hz 0,7-103-1+25pA
>100 Hz bis 5kHz| 0,38-103:7+25puA
>100 mA bis 1A 20 Hz bis 45 Hz 2-103-7+0,25mA
>45Hz bis 100 Hz | 0,95-103-7+0,25 mA
>100 Hz bis 5 kHz 1,2-103-71+0,25 mA

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

14.07.2023
14.07.2023
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( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01 Akkreditierungsstelle
Permanentes Laboratorium
Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)
MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselstromstarke 100 pA  bis 220 pA 40 Hz bis 1 kHz 0,5-103-71 I = Messwert
Messgerate >1kHz bis 5 kHz 1,5-103-71 mit Fluke 5700A
>5kHz bis 10 kHz 3,5-103-7
>220 pA  bis 2,2mA 40 Hz bis 1kHz| 0,65-103-71
>1kHz bis 5 kHz 4-103-71
>5kHz bis 10 kHz 8-103-71
>2,2mA bis 220 mA 40 Hz bis 1 kHz 0,5-103-7
>1kHz bis 5 kHz 4-103-71
>5kHz bis 10 kHz 8-103-71
>220mA bis 2,2A 40 Hz bis 1 kHz 1,2-103-71
>1kHz bis 5 kHz 3.-103-71
>5kHz bis 10 kHz 15-103-7

>2,2A bis 20A 40 Hz bis 1 kHz 0,8-103-7+1,5mA mit Fluke 5220A
>1kHz bis 5 kHz 4-103-1+7mA

100 pA  bis 330 pA 45 Hz bis 1 kHz 1,5-103-7+0,12 pA I= Messwert
>1kHz bis 5 kHz 3,5:103-7+0,18 uA | mit Fluke 5502A
>5kHz bis 10 kHz 9,3-103-7+0,24 uA

>330uA bis 3,3mA 45 Hz bis 1 kHz 1,2-103-7+0,17 pA
>1kHz bis 5 kHz 2,3-103-7+0,23 pA
>5kHz bis 10 kHz 5,8-103-71+0,35 A

>3,3mA bis 33 mA 45Hz bis 1kHz| 0,47 -103-1+2,4 A
>1kHz bis 5kHz | 0,92-103-71+2,5uA
>5kHz bis 10kHz | 2,3-103-7+3,5pA

>33 mA bis 330 mA 45Hz bis 1kHz | 0,47 -103-1+24 pA
>1kHz bis 5 kHz 1,2-103 -7+ 60 pA
>5kHz bis 10kHz | 2,3-103-7+0,12mA

>330mA bis 1,1A 45Hz bis 1kHz| 0,58-103-71+0,12 mA
>1kHz bis 5kHz| 6,9-103-7+1,2mA
>5kHz bis 10 kHz 29-103-71+5,8mA

>1,1A bis 3A 45Hz bis 1kHz| 0,7-103-7+0,12 pA
>1kHz bis 5 kHz 7-103-71+1,2mA
>5kHz bis 10 kHz 29-103-7+5,8 mA

>3 A bis 11A 45Hz bis 100Hz| 0,72-103-71+2,3mA
>100Hz bis 1 kHz 1,2-103-71+2,3mA
>1kHz bis 5 kHz 35-103-1

>11A bis 20,5 A 45Hz bis 100 Hz 1,4-103-71+5,8mA
>100Hz bis 1kHz| 1,8-103-7+5,8mA
>1kHz bis 5 kHz 35.103-7

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023 Seite 10 von 15



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01 Akkreditierungsstelle
Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)
MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichstrom und
Niederfrequenz
Gleichspannung 10 mV bis 100 mV 15-10%- U +0,5 uv U = Messwert
Quellen >100 mV  bis 1V 10-106- U +0,5 uv mit Agilent 3458A
>1V bis 10V 11-10%-U
>10V bis 100V 17-106-U
>100V bis 1kv 28-10°-U
Gleichspannung 22mV bis 220 mV 15-10%- U+ 1,5uv U = Messwert
Messgerate >220mV bis 2,2V 15-10%- U +0,5 uv mit Fluke 5700A
>2,2V bis 11V 12-10%-U
>11V bis 22V 11-106-U
>22V bis 1100V 15-106-U
33mV bis  330mv 70-106-U+5puv U = Messwert
>330mV bis 3,3V 60-106-U+7 Vv mit Fluke 5502A
>3,3V  bis 33V 60-106- U+ 60 pVv
>33V his 330V 65-106- U+0,6 mV
>330V bis 1020V 65-10°- U+1,8mV
Gleichstromstarke 10 pA  bis 100 pA 10-106-7+15nA I = Messwert
Quellen >100 pA  bis 1mA 25-106-7+15nA mit Agilent 3458A
>1mA bis 10 mA 25-106-7+0,15 A
>10mA bis 100 mA 40-10%-7+1,3 pA
>100 mA bis 1A 0,13-103-7+17 pA
Gleichstromstarke 22 A bis 220 pA 0,8-103-71 I = Messwert
Messgerate >220 pA bis 220 mA 0,2-103-71 mit Fluke 5700A
>220 mA  bis 2,2A 0,5-103-1
>2,2A bis 20A 0,3-103-7+1,5mA mit Fluke 5220A
33 uA  bis 330 uA 0,16-103-7+30nA I = Messwert
>330 A bis 3,3mA 0,12-103-7+70nA mit Fluke 5502A
>3,3mA bis 33mA 0,12-103-7+0,3 A
>33 mA bis 330 mA 0,12-103-IT+3 pA
>330mA bis 3A 0,45-103-7+50 pA
>3A bis 11A 0,70-103 -7+ 0,59 mA
>11A bis 20,5A 1,2-103-7+0,87 mA
Gleichstromwiderstand 1Q bis 10Q 20-10%-R+65uQ R = Messwert
Widerstande / Quellen >10Q bis 100 Q 15-10°%- R + 0,65 mQ | mit Agilent 3458A
>100Q bis 1kQ 12-10%-R+1,5mQ
>1kQ bis 10 kQ 12-10%-R+15mQ
>10kQ bis 100 kQ 12-10%-R+0,150
>100kQ bis 1MQ 18-10%-R+3Q
>1MQ bis 10 MQ 60-10%-R+0,12 kQ
>10MQ bis 100 MQ 0,7-103-R
>100 MQ bis 1GQ 6-103-R
Gleichstromwiderstand [1Q,1,9Q Festwerte 0,15-103-R R = Messwert
Messgerate 100,190, 100 Q 50-10%-R mit Fluke 5700A
190 Q, 1kQ, 1,9 kQ 50-10°-R
10 kQ, 19 kQ, 100 kQ 50-10°-R
190 kQ, 1 MQ, 1,9 MQ 50-10°-R
10 MQ, 19 MQ 0,5-103-R
100 MQ 1-103-R

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023 Seite 11 von 15



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01 Akkreditierungsstelle

Vor-Ort-Kalibrierung
Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

MessgréRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Gleichstromwiderstand 1Q bis 11 Q | Festwerte 0,12-103-R+1,7mQ | R = Messwert
Messgerate 11Q bis 330 0,14-103-R+2,0mQ | mit Fluke 5502A
330 bis 110Q 0,11-103-R+1,8mQ
110Q bis 3300 0,11-103-R+2,4mQ
330Q bis 1,1kQ 0,12-103-R
1,1kQ bis 33 kQ 0,11-103-R
33kQ bis 110 kQ 0,13-103-R
110kQ bis 330 kQ 0,14-103-R
330kQ bis 1,1 MQ 0,18-103-R
1,1 MQ bis 3,3 MQ 0,19-103-R
3,3MQ bis 11 MQ 0,7-103-R
11 MQ bis 33 MQ 1,3-103-R
33 MQ bis 110 MQ 5,8-103-R
110MQ bis 330 MQ 6,9-103-R
330 MQ bis 1,1GQ 18-103-R
Wechselspannung 10 mV  bis 100 mV 10Hz bis 40 Hz 85-10%-U+7,5uV U = Messwert
Quellen >40Hz bis 1 kHz 80-10°-U+6uVv mit Agilent 3458A

>1kHz bis 20kHz | 0,15-103-U+6 Vv
>20kHz bis 50kHz | 0,30-103- U+ 10 uv
>50kHz bis 100kHz | 0,77 -103 - U + 24 uv

>100mV bis 1V 10 Hz bis 40 Hz 96 -10°- U + 47 uv
>40Hz bis 1 kHz 95-10¢- U+25uVv
>1kHz bis 20kHz| 0,17-103-U+25uVv
>20kHz bis 50kHz | 0,35-103:-U+29 uv
>50kHz bis 100kHz | 0,92-103:-U+39 pv

>1V bis 0V 10 Hz bis 40 Hz 96-10°%- U+0,47 mV
>40Hz bis 1 kHz 94-10%- U+0,25 mV
>1kHz bis 20kHz | 0,17-103- U +0,25 mV

>20kHz bis 50kHz| 0,36-103-U+0,27 mV

>50kHz bis 100kHz | 0,93-103:-U+0,28 mV

>10V bis 100V 10 Hz bis 40Hz| 0,25-103-U+4,7mV
>40Hz bis 1kHz| 0,24-103-U+2,5mV
>1kHz bis 20kHz| 0,24-103-U+2,5mV
>20kHz bis 50kHz| 0,41-103-U+2,9mV
>50kHz bis 100 kHz 1,4-103-U+3,5mV

>100V bis 700V 40 Hz bis 1kHz | 0,49-103-U+24 mV
>1kHz bis 20kHz| 0,72-103-U+24 mV
>20kHz bis 50kHz| 1,4-103-U+25mV

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.
Gultig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023 Seite 12 von 15



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselspannung 100 mV bis 220mV | 40Hz bis 20kHz| 0,5-103-U U = Messwert
Messgerate >20kHz bis 50kHz| 0,7-103-U mit Fluke 5700A
>50kHz bis 100 kHz 1,5-103-U
>220mV bis 2,2V 40Hz bis 20kHz| 0,2-103-U
>20kHz bis 50kHz 0,3-103-U
>50kHz bis 100 kHz 0,8-103-U
>2,2V bis 22V 40Hz bis 20kHz| 0,2-103-U
>20kHz bis 50kHz 0,3-103-U
>50kHz bis 100kHz| 0,6-103-U
>22V bis 220V 40Hz bis 20kHz| 0,3-103-U
>20kHz bis 50kHz 0,6-103-U
>50kHz bis 100kHz| 1,5-103-U
>220V bis 1100V 50 Hz bis 1kHz| 0,5-103-U
33mV bis 330 mV 45Hz bis 10kHz | 0,35-103:-U+25uVv U = Messwert
>10 kHz bis 20 kHz 0,8-103-U+29 v mit Fluke 5502A
>20kHz bis 50kHz 1,1-103-U+70 uwv
>330mV bis 3,3V 45 Hz bis 10kHz | 0,35-103- U+ 70 Vv
>10 kHz bis 20kHz | 0,81-103-U+75uVv
>20kHz bis 50kHz 1,2-103-U+85uVv
>3,3V bis 33V 45 Hz bis 10kHz | 0,35-103-U+0,7 mV
>10kHz bis 20kHz| 0,81-103-U+0,7 mV
>20kHz bis 50kHz| 1,2-103-U+0,7 mV
>33V bis 330V 45 Hz bis 1kHz| 0,58-103-U+3,5mV
1kHz bis 10kHz | 0,92-103- U+ 11 mV
>10kHz bis 20kHz| 1,1-103-U+11mV
>20kHz bis 50kHz| 1,4-103-U+11mV
>330V bis 1020V 45 Hz bis 1kHz| 0,65-103-U
>1kHz bis 5 kHz 1-103-U
>5kHz bis 10kHz| 1,1-103-U
Wechselstromstarke 1mA bis 10 mA 20 Hz bis 45 Hz 2-103-7+2,5pA I = Messwert
Quellen >45Hz bis 100 Hz 0,7-103-T+2,5pA mit Agilent 3458A
>100 Hz bis 5 kHz 0,4-103-1+2,5uA
>10mA bis 100 mA 20 Hz bis 45 Hz 1,8-103 -1+ 25pA
>45Hz bis 100 Hz 0,7-103-1+25pA
>100 Hz bis 5kHz| 0,38-103-7+25puA
>100 mA bis 1A 20 Hz bis 45 Hz 2-103-71+0,25mA
>45Hz bis 100Hz| 0,95-103-7+0,25mA
>100 Hz bis 5 kHz 1,2-103-71+0,25 mA

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

14.07.2023
14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Wechselstromstarke 100 pA bis 220 pA 40 Hz bis 1 kHz 0,5-103-71 I = Messwert
Messgerate >1kHz bis 5 kHz 1,5-103-71 mit Fluke 5700A
>5kHz bis 10 kHz 3,5-103-71
>220 pA  bis 22mA| 40Hz bis 1kHz| 0,65-103-7
>1kHz bis 5 kHz 4-103-71
>5kHz bis 10 kHz 8-103-71
>2,2mA bis 220 mA 40 Hz bis 1 kHz 0,5-103-71
>1kHz bis 5 kHz 4-103-71
>5kHz bis 10kHz 8-103-71
>220mA bis 2,2A 40 Hz bis 1 kHz 1,2-103-1
>1kHz bis 5 kHz 3-103-71
>5kHz bis 10kHz 15-103-71
>2,2A bis 20A 40 Hz bis 1 kHz 0,8-103-7/+1,5mA mit Fluke 5220A
>1kHz bis 5 kHz 4-103-1+7mA
100 pA bis 330 pA 45 Hz bis 1 kHz 1,5-103-7+0,12 yA | I= Messwert
>1kHz bis 5 kHz 3,5-103-7+0,18 uA | mit Fluke 5502A
>5kHz bis 10kHz 9,3-103-7+0,24 pA
>330 pA bis 3,3mA 45 Hz bis 1 kHz 1,2-103-7+0,17 pA
>1kHz bis 5 kHz 2,3-103-7+0,23 pA
>5kHz bis 10kHz 5,8-103-7+0,35 A
>3,3mA bis 33 mA 45Hz bis 1kHz| 0,47 -103-1+2,4 uA
>1kHz bis 5kHz | 0,92-103-7+2,5puA
>5kHz bis 10kHz| 2,3-103-7+3,5uA
>33 mA bis 330 mA 45Hz bis 1kHz | 0,47 -103-1+24 pA
>1kHz bis 5 kHz 1,2-103 -7+ 60 pA
>5kHz bis 10kHz| 2,3-103-7+0,12mA
>330mA bis 1,1A 45Hz bis 1kHz| 0,58-103-7+0,12 mA
>1kHz bis 5kHz| 6,9-103-7+1,2mA
>5kHz bis 10kHz 29-103-7+5,8 mA
>1,1A bis 3A 45Hz bis 1kHz| 0,7-103-1+0,12 yA
>1kHz bis 5 kHz 7-103-7+1,2mA
>5kHz bis 10kHz 29-103-7+5,8 mA
>3 A bis 11A 45Hz bis 100Hz| 0,72-103-7+2,3mA
>100Hz bis 1kHz| 1,2-103%-7+2,3mA
>1kHz bis 5 kHz 35-103-7
>11A bis 20,5A 45Hz bis 100Hz| 1,4-103-7+5,8mA
>100Hz bis 1kHz| 1,8-103-71+5,8mA
>1kHz bis 5 kHz 35-103-71

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

14.07.2023
14.07.2023
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Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-01

Vor-Ort-Kalibrierung

( DAKKS

Kalibrier- und Messmoglichkeiten (CMC)

Deutsche
Akkreditierungsstelle

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit !
Lange
Vertikale Omm bis 610 mm | VDI/VDE/DGQ 2618 1,7um+3-10%-/ [ = gemessene Linge
Langenmessgerate * Blatt 16.1:2009
Geradheits- und bis 30 pm | bis 500 mm 1,9um+3-10%-/, [, =Fihrungslange
Rechtwinkligkeits- Fuhrungslange
abweichung

Verwendete Abkiirzungen:

AA Kalibrieranweisung der MK-Kalibrierlabor GmbH

cMC
DGQ
DIN
DKD
VDE
VDI

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmoglichkeiten)
Deutsche Gesellschaft flir Qualitat e. V.
Deutsches Institut fir Normung e. V.
Deutscher Kalibrierdienst

Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik e. V.
Verein Deutscher Ingenieure e. V.

L Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:
Ausstellungsdatum:

14.07.2023
14.07.2023
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( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Deutsche Akkreditierungsstelle

Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-02
nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018

Giiltig ab: 14.07.2023
Ausstellungsdatum: 14.07.2023

Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-00.

Inhaber der Teil-Akkreditierungsurkunde:

MK-Kalibrierlabor GmbH
MadridstraRe 2, 97424 Schweinfurt

Das Kalibrierlaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in
dieser Anlage aufgefiihrten Konformitatsbewertungstatigkeiten durchzufiihren. Das
Kalibrierlaboratorium erflillt gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen,
einschlieBlich solcher in relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich
bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fur
Kalibrierlaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Kalibrierungen in den Bereichen:

Mechanische MessgroRen
—  Druck

Fur die mit * gekennzeichneten MessgroRen/Kalibriergegenstande ist dem Kalibrierlaboratorium,
ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf, die Anwendung der
hier aufgeftihrten Normen/Kalibrierrichtlinien mit unterschiedlichen Ausgabestinden gestattet.

Das Kalibrierlaboratorium verfligt iilber eine aktuelle Liste aller Normen/Kalibrierrichtlinien im
flexiblen Akkreditierungsbereich.

Diese Urkundenanlage gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des
Ausstellungsdatums wieder. Der jeweils aktuelle Stand der giiltigen und iiberwachten Akkreditierung ist der Datenbank
akkreditierter Stellen der Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abkiirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 2



Anlage zur Teil-Akkreditierungsurkunde D-K-18366-01-02

Permanentes Laboratorium

( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle

Kalibrier- und Messmoéglichkeiten (CMC)

MessgroRe / Messbereich / Messbedingungen / Erweiterte Bemerkungen
Kalibriergegenstand Messspanne Verfahren Messunsicherheit *
Druck *
positiver Uberdruck pe 0 bar; DKD-R 6-1:2014 2,0-10% - pe, Druckmedium: Ol
1 bar bis 60 bar jedoch nicht <8 mbar | p. = Messwert
> 60 bar bis 700 bar 2,0-10%- pe,
jedoch nicht < 29 mbar

Verwendete Abkiirzungen:

cMC
DKD-R

herausgegeben von der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Calibration and measurement capabilities (Kalibrier- und Messmaoglichkeiten)
Kalibrierrichtlinie des Deutschen Kalibrierdienstes,

Wenn nicht anders angegeben, entspricht die Einheit einer Variablen der Einheit des Messbereichs.

Gultig ab:

Ausstellungsdatum:

14.07.2023
14.07.2023
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